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收录于话题#设备介绍 8 个

X 射线衍射仪校准和测量能力：

测量仪器名称：X 射线衍射仪

校准参量： 2θ角

校准方法：有色金属材料用多维探测器 X射线衍射仪校准规范 JJF（有色金属）0011-2021

测量范围： (20~140)°

扩展不确定度：U=0.002°

标准物质简介

标准物质：粉末单晶硅标准物质 平均粒径约 10μm 晶格常数的标准不确定度 0.000008nm

标准物质包装
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标准物质证书及其标准值





校准实例

 X 射线衍射仪型号：X-Ray Diffractometer

 校准需求：仪器 2θ角示值误差、仪器 2θ角重复性、仪器分辨力、衍射强度稳定性

 校准地点：深圳市南山区深圳大学城清华校区材料研究院 208 室

 仪器 2θ角示值误差校准原始数据



X 射线衍射仪校准证书样式：

 校准证书封面



 校准证书内页



资格和能力：

本中心 X 射线衍射仪校准能力已于 2025 年 01 月 20 日获得 CNAS 认可。



校准人员：

李老师 18588469754 li.xiaochong@sz.tsinghua.edu.cn

联系地址:深圳市南山区深圳大学城清华校区材料研究院

校准业务咨询:0755-26034629

仪器使用预约平台：http://mdtc.sz.tsinghua.edu.cn/
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